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Petr Foit se v diplomové praci zabyval vyuZitim elektronové litografie pro upravu podlozek pro rist
nanostruktur ZnO z vodnych roztokd. Tyto nanostruktury charakterizoval rastrovaci elektronovou
mikroskopii, mikroskopii atomarnich sil, fotoluminiscenéni spektroskopii a studoval jejich zakladni
elektrické vlastnosti.

Préce je prfiméfeného rozsahu, je piehledné uspotfddana a z typografického hlediska je na dobré Grovni s
malym mnozstvim chyb a preklepi. V tivodni kapitole autor struéné a vystizné popisuje motivaci pro
vznik préce a jeji hlavni cile. V teoretické ¢asti je nejprve popsan nanodiagnosticky a nanotechnologicky
piistroj Tescan Lyra 3, nasleduje popis zéakladnich principi elektronové litografie a vlastnosti ZnO.
ZnO v davkovém reaktoru a prvnim vysledkim v reaktoru s kontinualnim prutokem. Nanoty¢inky ZnO
jsou déle charakterizovany elektronovou mikroskopii a métenim elektrickych a optickych vlastnosti. Prace
je zavrSena vyhledem do budoucna a kapitolou shrnujici jeji pfinos a vysledky.

K praci mém nasledujici pfipominky a naméty k zamyslent:

- Neni uvedeno, jakym zpusobem byla pfipravena zarodeéna vrstva ZnO pro rdst nanotycek.
Vysvétlete, pro¢ je orientace nanoty¢ek ZnO na GaN pievazné kolma k substratu, zatimco na
zarodecné vrstve se jevi jako ndhodna.

- Vysvétlete, pro¢ se nanotycky na obrazku 48 zmensSuji, pficemz se jevi, Ze jejich plo$na hustota
zustava konstantni.

- Na obrézku 13 je vynesena intenzita fotoluminiscence v zavislosti na vinové délce. Vzhledem
k tomu, Ze cely text o fotoluminiscenci pracuje s odpovidajici energii, bylo by vhodngjsi uvadét na
ose X energii nebo v textu uvést odpovidajici vinové délky.

- Ne¢které obrazky mohly mit vétsi kvalitu (tyka se zejména obrazki 4, 13, 14 a 22).

Petr Foit pfistoupil kpraci zodpovédné, podrobné se seznamil s nanodiagnostickym a
nanotechnologickym multifunkénim pfistrojem FIB-SEM-SIMS-GIS a uspésné se zhostil vSech tikoli
uvedenych v zadani diplomové préace. Prace piinasi zajimavé vysledky zejména v oblasti litografickych
postupll pro expozici poli otvorll velmi malych rozmérd kombinovanych s poli velkych rozméra. Tato
kombinace je zasadni pro pochopeni mechanizmii ristu nanoty¢ek ZnO a jejich korelaci s fyzikalnimi
vlastnostmi. Praci doporucuji k obhajob¢ a navrhuji ohodnoceni stupném B-velmi dobfe.
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